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是德科技承诺积极支持美国白宫先进无线通信研究平台%

M5RF

&计划

是德科技将贡献包括灵活的硬件和软件产品!以及提供专业的技术支持
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日!是德科技公司%
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&日前宣

布!将积极支持先进无线通信研究平台%
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&"该计划是一个由美国发起的行业

联盟!主要目标是创建
:

个城市级的测试平台"是德科技还

确认将加入
T6`V

理事会"美国白宫已于
U

月
!X

日发布

了此消息"

T6`V

是由美国科学基金会%
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&领导的先进

无线通信研究计划%
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一个组成部分"

是德科技总裁兼首席执行官
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表示'0在迈

向
."."

年的竞赛中!我们的员工和产品已做好充分准备!将

会帮助联盟在最新技术和现有技术方面实现创新!将创意转

化为现实"我们非常自豪能够在推进超高速#超低时延#大

容量
XC

网络的商业化进程中发挥积极作用!这种网络将使

面向消费者和企业的应用获得突破性发展"1

当前和未来的无线系统中广泛使用了数字#射频#微波

和毫米波技术!是德科技为这些技术提供了领先的仿真和测

量解决方案"从最早的
XC

开发阶段开始!公司就已帮助政

府和学术界的研究人员以更高的精度#更强的信心探索开创

性的概念"

是德科技副总裁兼互联网基础设施解决方案事业部总

经理#

T6`V

理事会是德科技代表
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博士表

示'0对于研究人员来说!要想在
XC

研究中又快又好地取得

突破!离不开创新的工具"这些工具使他们能够深入透彻地

探索新的信号#场景和拓扑结构"

XC

和物联网仍在继续发

展!我们的解决方案能使研究人员随着标准的演进而实施更

深入的观察"1

是德科技的贡献还包括技术专家的参与!他们将会提供

专业性的技术咨询和测试帮助"是德科技以灵活的测试与

测量硬件和功能强大的软件为基础!构建并提供了广泛的现

有解决方案和下一代解决方案"而
XC

产品的设计#仿真与

分析同样使用了这些硬件和软件"

XC*

J

&+2F$'2

基带探索

软件库是一个重要的实例!它支持研究人员探索和了解空中

接口的物理层替代选择"参考解决方案使用是德科技硬件#

软件和专业技术构建!能够满足特定应用的需求***例如毫

米波频率的
XC

信道测量#

XC

波形生成和分析#
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YLY\

和波束赋形"高速数字设计与测试总体解决方案具

有从仿真到一致性测试的全方位功能!使开发人员能够推动

XC

性能目标向前发展"

是德科技获得
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%莱昂纳多
0

芬梅卡尼卡&

测试设备资产管理服务大单
是德科技的增值服务#高质量管理#技术创新以及合理的价格为此次成功奠定了基础
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&签订资产管理合同!为其分布在英国公司的所有测试

设备提供相应服务"自
9

月
!

日起!是德科技负责为莱昂纳

多提供测试设备托管服务%

8GY*

&"

8GY*

项目启动于
."!X

年!目的是为莱昂纳多在整个

英国的测试设备设计并实施稳健的校准#维修和资产管理解

决方案"同时!莱昂纳多还希望提高其测试设备的使用效率

和可靠性"对服务#质量#创新和价格等多重标准开展了大

规模评审之后!莱昂纳多与是德科技签订了为期
/

年的

8GY*

资产管理合同"

是德科技服务非常符合莱昂纳多的要求!可以提供全面

综合的资产管理解决方案!帮助莱昂纳多有效#合理地使用

其资产!同时降低其整体成本"是德科技最近还收购了英国

G)2D+3-&234%D2&

!进一步丰富了旗下的创新服务解决方案!并

由此成为一站式的服务提供商"

是德科技%英国&有限公司总经理
5@3%&V2==%2

表示'

0是德科技已与莱昂纳多合作多年!为他们提供测试系统和

解决方案"我非常高兴莱昂纳多决定与是德科技签订本合

同!构建双方更紧密的合作关系"我们期望帮助莱昂纳多管

理和提高其在英国的各种测试资产的利用率"1

TP

发布高精度的
MUP

源测量单元

全新的低电流
*YI

提供了高达
!"E6

的电流灵敏度
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7L

%美国国家仪器!

7(+%-=()L=&+3'F2=+&

!简称
7L

&作

为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严

峻的工程挑战的供应商!近日宣布推出
7LT_L2Q:!/X

源测

量单元%

*YI

&!其测量灵敏度达
!"E6

!输出电压高达

.""$

"工程师可以使用
7LT_L2Q:!/X*YI

来测量低电流

信号!并利用
7LT_L*YI

的高通道密度#高速的测试吞吐

率和灵活性来实现晶圆级参数测试#材料研究以及分析低电

流传感器和集成电路的特性等各种应用"
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0我们的顺序参数测试需要采集数百万个数据点!电流

泄露通常在
M

6

级"1

LYG5

研究人员
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博士

表示!0在受益于
T_L

平台提供的高速度和
1(N$LG`

的系

统编程灵活性的同时!全新的
7LT_L*YI

可帮助我们精确

地测量低电流信号"1

模块化
7LT_L*YI

可帮助工程师来构建紧凑型并行

高通道数系统!在单个
T_L

机箱中提供了高达
9W

个
*YI

通道!而且可扩展至数百个通道来满足晶圆级可靠性和并行

测试需求"此外!用户还可利用高速通信总线#确定性硬件

序列生成#以及使用数字控制回路技术对任意待测设备自定

义调节
*YI

响应!从而提高测试吞吐量"工程师还可以通

过软件控制
*YI

响应!避免了长时间等待
*YI

稳定!并可

借助
7LT_L*YI

的灵活性来最小化过冲和振荡!即使是在

带有高电容性的负载的情况下也是如此"

0半导体器件复杂性的增加要求我们重新思考传统的

研究#特性分析和晶片可靠性测量方法!而这一直是我们投

资
T_L*YI

的 关 键 动 力!1
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自 动 化 测 试 总 监
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表示!0

7L*YI

降低了测量时间!提高了通道密

度!而且现在更提供了更好的测量质量和高达
!"E6

的灵

敏度"1

7LT_L*YI

不仅提供了台式
*YI

的易用性!其交互

式软件前面板也可用于进行基本的测量和调试自动化应

用"驱动程序包含了帮助文件#文档描述和可立即运行的

范例程序!可辅助测试代码开发!并包含了一个编程接口!

可支持
5

#

Y%D3-&-E+;7G8

和
1(N$LG̀

系统设计软件等各

种开发环境"工程师还可结合
7L82&+*+(=,

测试管理软件

使用
7LT_L*YI

!简化实验室或生产车间的测试系统开发

和部署"

TP

将半导体
5@V

数字功能引入
MUP

平台

数字仪器提供了开发智能半导体测试系统所需的硬件与软件功能
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%美国国家仪器公司!

7(+%-=()L=Q

&+3'F2=+&

!简称
7L

&作为致力于帮助工程师和科学家应对全

球最严峻的工程挑战的平台系统供应商!今日宣布推出了

7LT_)2Q9XU"

基于图形向量的数字通道板卡和
7L

数字图形

向量编辑器"该产品将射频集成电路#电源管理
L5

#微机电

%

YGY*

&系统设备以及混合信号
L5

的制造商从传统半导体

自动化测试设备%

68G

&的封闭式架构中解放出来"

传统
68G

的测试覆盖率通常无法满足最新半导体设备

的要求"通过将半导体行业成熟的数字测试模式引入到基

于
T_L

开放平台的半导体测试系统%

*8*

&中!并使用功能强

大且人性化的编辑器和调试器进行优化!用户可以利用先进

的
T_L

仪器来降低射频和模拟
L5

的测试成本并提高吞

吐量"

0

T_L

数字模式仪器为半导体工程师提供所有高端数字

测试平台才具备的数字性能!因此它的问世无疑是为
*8*

锦上添花!1

7L

半导体测试副总裁
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表示!0如果生

产车间的
T_L

具备这个功能!他们就可以在满足先进器件的

成本和测试要求的同时!轻松将其扩展到其他产品的测

试上"1

7LT_L2Q9XU"

数字模式仪器以非常实惠的价格为无线

设备供应链和物联网设备常用
L5

提供了所需的测试功能"

它具有
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的图形向量执行速率!在单个子系统

中具有独立的源#捕获引擎#电压+电流参数函数以及高达

.X9

个同步数字引脚"用户可充分利用
T_L

的开放性和

*8*

!根据需求任意地增加或减少所需的器件!以满足测试

配置所需的器件引脚和测试点数"

全新的数字模式编辑器软件具有以下功能'器件引脚映

射图#规范和图形向量编辑环境!有助于更快速地制定测试

计划$各种内置工具!如多站点和多仪器并行收发可实现产

品从开发到投产的无缝对接$

&@F--

图和交互式引脚视图等

工具!可更高效地调试和优化测试"

使用相同
T_L

硬件#

82&+*+(=,

#

1(N$LG`

和数字模式

编辑器软件进行特性分析和产品测试!可减少数据关联所需

的工作!从而缩短产品上市时间"

*8*

配置内外的
T_L

硬件

占地空间小!可节省厂房空间!而且可使用特性分析实验室

台上的标准墙插式电源供电"

0

T_L

已被证明是一个出色的软硬件集成解决方案!可

同时适用于产线车间和特性分析实验室!1
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补充道!
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基于图形向量的数字通道板卡和数字图形向量编辑器

是重要的创新产品!可帮助器件制造商和测试室降低测试成

本以及优化测试程序开发"1

许多半导体公司正基于
7L

平台和生态系统来构建智能

化的测试系统"不仅仅是生产适用的
*8*

系列#

!CAS

带宽

矢量信号收发仪!

E6

级源测量单元以及
82&+*+(=,

半导体模

块!这些系统受益于覆盖了直流到毫米波的
9""

多款
T_L

产品"它们采用
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代总线接口!具有高吞吐

量数据传输能力!同时具有子
=&

级同步以及集成的定时和

触发"用户可以利用
1(N$LG`

和
82&+*+(=,

软件环境的高

效生产力!以及一个由合作伙伴#附加
LT

#应用工程师团队组

成的活跃生态系统!大幅降低测试成本!缩短上市时间!开发

面向未来的测试设备!满足未来
VZ

和混合信号测试的各种

挑战"

如需了解
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的更多半导体测试产品!请访问
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